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前回の応物学会発表（15p-A23-8，15p-A23-9）に
引き続き，我々の平行デュアルレーザビーム法（レ
ーザビーム屈折法）によって，シリコンウェーハに
熱酸化膜を形成した場合と，それを除去した場合に
ついて自由キャリアの拡散長（寿命）を測定し，表
面再結合センターの不動態化効果を調べた． 
 B-doped (p-type) で比抵抗が約 20 cm である直
径 300 mm のシリコンウェーハに 1000 ℃ で 10 min 
のドライ酸化処理を施し，二分割し，その一方の酸
化膜をフッ酸系の処理で除去した．これら，酸化膜
ありと酸化膜除去のウェーハに対し，2015年秋の応
物（13p-1E-5, 13p-1E-6）で発表したレーザビーム屈
折法によって自由キャリアの拡散長を測定した．観
測された屈折角曲線を図１と２に示す．拡散長と寿
命の測定値は図中に示されている．二つの実験曲線
の間には顕著な違いは見出しにくいが，線形消滅項
を取り入れた拡散方程式の理論曲線（図 1と 2の左
側裾）から得られた拡散長と寿命の数値には明らか
な差異が認められる．膜除去の方が拡散長と寿命が
低下している． 
 図１と２の理論曲線のみを拡大したのが図 3であ
る．横軸の数値（YAG レーザビームから測った IR
ビームの距離）が 200－600 m の範囲で，二つの曲
線には顕著な差であり，膜除去の方が拡散長が低下
していることがわかる．この差は，酸化膜による表
面準位の不動態化効果によるものと考える． 
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図１ 
拡散長：205 m 
寿命：18 s 
図 2 
図 3 
拡散長：261 m 
寿命：29 s 
